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Fundamentos de Física Experimental 


AJUSTE POTENCIAL 

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS (MMC) 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• Los datos 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La gráfica 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• Los datos - Los logaritmos 


i 

X [u.ax] 

y [u.ay] 

Logx 

Logy 

1 

I 

0.1 

0,0000 

-1.0000 

2 

2 

0.4 

0.3010 

-0.3979 

3 

3 

1.0 

0.4771 

0.0000 

4 

4 

1.5 

0.6021 

0.1761 

5 

5 

2.9 

0.6990 

0.4624 

6 

6 

3.1 

0.7782 

0.4914 

7 

7 

3.8 

0.8451 

0.5798 

8 

8 

5.2 

0.9031 

0.7160 

9 

9 

8.7 

0.9542 

0.9395 

10 

10 

12.5 

1.0000 

1.0969 



















Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La gráfica 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La tabla de datos - Ajuste Potencial 



X 

y 

log X 

log y 








X 

Y 

XX 

YY 

XY 



1 

0.1 

0.0000 

-1.0000 

0.0000 

1.000 

0.0000 

1.14 X lO-ll 

2 

2 

0.4 

0.3010 

-0.3971 

0.0906 

0.1584 

-0.1198 

5.08 X 10-1’ 

3 

3 

1.0 

0.4771 

0.0000 

0.2276 

0.0000 

0.0000 

2.39 X 10-1^ 

4 

4 

1.5 

0.6021 

0.1761 

0.3625 

0.0310 

0.1060 

5.39 X 10-^ 

5 

5 

2.9 

0.6990 

0.4624 

0.4886 

0.2138 

0.3232 

4.98 X 10-1^ 

6 

6 

3.1 

0.7782 

0.4914 

0.6055 

0.2414 

0.3824 

3,33 X 10-1* 

7 

7 

3.8 

0.8451 

0.5798 

0.7142 

0.3361 

0.4900 

1.05 X 10-1* 

8 

8 

5.2 

0.9031 

0.7160 

0.8156 

0.5127 

0.6466 

6.61 X 10-1* 

9 

9 

8.7 

0.9542 

0.9395 

0.9106 

0.8827 

0.8965 

1.65 X 10-1* 

10 

10 

12.5 

1.0000 

1.0969 

1.0000 

1.2032 

1.0969 

1.15 X 10-^ 

























Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La tabla de datos - Ajuste Potencial 


N 

Sx 

Sy 

Sxx 

Syy 

Sxy 


10 

6.5598 

3.0641 

5.2152 

4.5793 

3.8218 

4.15 X 10"^ 



















Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La pendiente, a 


a 


_S,XSy-NxS,y 
“ 52 _ JV X 5 ,, 

6.5598 X 3.0641 - 10 x 3.8218 
(6.5598)2 _ 10 X 5.2152 

a= 1.9864 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• El intercepto, b 


b 


*x ^ ^xy ^ ^xx 

S^-Nx 


6.5598 X 3.8218 - 3.0641 x 5.2152 
(6.5598)2 _ 10 X 5.2152 

b = -0.9943 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La incertidumbre, Aa 


Aa 



[ZZK 

\l 


SI 


Aa = 


(4.15 X 10-2)^ 


10 


10-2 Y 10 ^-2152 - (6.5598)2 

Aa = 0.0754 

Aa = 0.08 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


La incertidumbre, A6 


Ab = 


X 




N-2 y NxS^^-Si 


- 2\2 


Ab = 


(4.15 X 10“2) 


5.2152 


X 


10-2 " Y 10 X 5.2152 - (6.5598)2 

Ab = 0.0544 

Ab = 0.05 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• El coeficiente de correlación de Pearson, r 

N X Sxy Sx X Sy 
y/N X -Slx^Nx Syy - SI 

10 X 3.8218 - 6.5598 x 3.0641 
~ Cío X 5.2152 - (6.5598)2 ^ y^lO x 4.5793 - (3.0641)2 

r = 0.9943 
= 0.9886 









Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• Los resultados del ajuste: 

• La pendiente, a 

a = 1.9864 ±0.0754 

a = 1.99 ± 0.08 

• El intercepto, b 

b = -0.9943 ± 0.0544 

b = -0.99 ±0.05 

• La ecuación 

LogY = (1.99 ±0.08)LogX- (0.99 ±0.05) 

r = 0.9943 
= 0.9886 



Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La función Potencial 

y = Bx^ 

log y = A log X + log B 

Cambio de variables, 

• Y = \ogy 

• X = log X 

• a = A 

• & = log B 

Y = aX + b 
A = a 
B = 10^ 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La función Potencial 


y = Bx^ 

• A 

A = a 

A = 1.99 ±0.08 

• B 

B = 10^ 

Q _ 2 q {- 0 . 99 ± 0 . 05 ) 




Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• B 


y = Bx^ 

_ ]^q(-0.99±0.05) 


B+ = lo(-0'99+005) = 10-0-94 

^ _B+ + B_ _ 0.2060 _ 

“ 2 “ 2 “ 

, „ B+-B_ 0.0236 

AB = — -=-= 

2 2 

B = (0.10 ±0.01) 


= 0.0912 
= 0.1148 

0.1030 
= 0.0118 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La función Potencial - Ajuste MMC 

y = Bx^ 

A = 1.99 ±0.08 
B = 0.10 ±0.01 


• La ecuación 


y = (0.10 ± 0.01)x(^-^®=^° °*) 

r = 0.9943 
= 0.9886 




Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• La gráfica 
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Ajuste Potencial - Método de Mínimos 
Cuadrados (MMC) 


• Taller 8 


• Parte a - Ajuste Potencial MMC - Datos Taller 7b 

• Parte b - Ajuste Potencial MMC - Datos l-V Resistencia 

• Parte c - Ajuste Potencial MMC - Datos l-V Bombillo 

• Parte d - Ajuste Potencial MMC - Datos l-V Diodo 
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ZnSe thin ñlms were deposited onto Corning glass and Silicon substraces using thermal evaporation. The 
samples were prepared at different substrate temperatures. The thin films’ surface Chemical composition 
was determined through Auger electrón spectroscopy (AES). AES signáis correspondlng to Zn and Se 
were only detected in AES spectra. The samples' crystallographic structure was studied through X-ray 
diffractioa The material crystallised in the cubic structure with preferential orientation {111). Optical 
properties of the ZnSe films were studied over two energy tanges via electrón energy loss spectroscopy 
(10-90 eV) and spectral transmittance measurements (0.4-4 eVJ: In both cases, the spectral variation of 
the refractive Índex and the absorption coefficient were determined by fitting the experimental results 
with well-established theoretical models. Experimental valúes for the material’s gap were aiso found, 
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Reporte Cientíeico - Ineorme de Laboratorio 


• Informe de Laboratorio 

• Titulo 

• Autores - Filiación 

• Resumen 

• Introducción 

• Esquema Experimental - Procedimiento 

• Resultados y Análisis 

• Conclusiones 

• Referencias Bibliográficas 



Reporte Cientíeico - Ineorme de Laboratorio 


• Resumen 

• Se describen brevemente los objetivos y los resultados del 
trabajo. 

• Debe dar una información completa, pero corta, del contenido 
del trabajo. 
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Reporte Cientíeico - Ineorme de Laboratorio 


• Introducción 

• Inncluye la teoría necesaria para llevar a cabo el experimento, 
fórmulas, fenómenos, principios, cálculos y circuitos que serán 
la base para la solución de la práctica del laboratorio. 

• Se da la información necesaria para ubicar el problema (marco 
teórico) resaltando la importancia y los métodos utilizados 
para resolverlo. 

• Se hace énfasis en que esta debe ser básicamente un texto 
corto pero con sentido producto de sus consultas bibliográficas 
previas a la realización de las practicas. 



Reporte Cientíeico - Ineorme de Laboratorio 


• Esquema experimental - Procedimiento 

• Se relaciona el equipo así como los componentes que se 
utilizaron. 

• Se muestran los diagramas esquematizados que se emplearon 
durante el desarrollo de la práctica. 

• En el procedimiento se indicará la secuencia en que se llevo a 
cabo el experimento. 
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Reporte Cientíeico - Ineorme de Laboratorio 


• Resultados y Análisis 

• Se presentan las tablas de datos, tenga en cuenta que toda 
tabla de datos debe estar numerada, titulada y rotulada. 

• Igualmente deben aparecer las gráficas. 

• El análisis de sus resultados y la comparación de estos con la 
teoría y las hipótesis propuestas en la Introducción. 
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Reporte Cientíeico - Ineorme de Laboratorio 


• Conclusiones 

• Esencialmente deben contestar las preguntas planteadas 
inicialmente o dar las razones por las cuales no es posible 
hacerlo. Las conclusiones deben ser necesariamente una 
consecuencia del experimento realizado. 



